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Beachreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung gema/3 
dem Oberbegrrtf des Anspruches 1. Eine derartige Ein- 
richtung ist aus der US-PS 4 344 013 (Ledlay) bekannt. 
[0002] Die Verwendbarkelt sogenannter direkt- und 
vergrdBarungsradlographlscher Elnrtchtungen, insbe- 
sondare auf den Gebiaten dar Materialprfifung und dar 
Medizin, Ist In dem Be It rag •Errtwteklung und Perspek- 
tiven der medizin ischen VergroBerungsradiographie 0 
von G.Reuther, H.-L Kronholz und K.B. HOttenbrink In 
RADIOLOGE Bd.31 (1991) 403-406, naher beschrie- 
ben. Die Funktion soicher Einrichtungen beruht auf der 
strahlengeometrjschen GesetzmaGigkeit, nach we Ichor 
eina Strahlungsquelle nur dann zu kontrastreichan 
Schattenbildem hoher Ortsaufldsung lOhrt, wenn die 
abbildungswirksame Abstrahlflache sehr Wain im Ver- 
glelch zur bestrahlten Flache des abzublldenden Objek- 
tes 1st. Well anderenlalls jederPunktdesObjektes unter 
verse hi ad an en Winkefn, namlich von verschiedenen 
Stellen der St rahl enqueue her, bestrahlt werden wOrde, 
ergabejadarObjekl-PunktbeiderProjektion in die Bild- 
ebene gegenelnander versetzte Schattenwurfe, und 
insgasamt ware das Res u Hat eine verwaschene Kontur 
das Objektes, das nach MaBgabe seiner Entternung 
von der Bildebene vergrdBert dargestelit wird. 
[0003] Trotz der damit erreichbaren Verbesserung 
der Auflosung haben sich Mikrofocus-Rantgenelnrich- 
tungen in der Praxis, insbesondsra der medizinischen 
Diagnostic nicht so recht durchselzen konnen. Das 
scheint vor allem darauf zurOckzufOhren zu eein, daB 
sie nur mit beschrankter Rontgenstrahlungs-Leistung 
arbeften konnen. Denn die sehr enge Fokusslerung des 
Elektronenstrahles auf das Bremstarget ergibt einen 
Brennfleck (Fokus) sehr Welnen Durchmessers mlt 
dementsprechend sehr hoher Energiedichte. Disss gro- 
Ba spezifische Balastung fflhrt schnell dazu, daB das 
gew6hnlich unter elner Rfchtung von 10" bis 45" be- 
strahlte Target eine - fur die Umwandlung der auftref- 
fenden Elektronenstrahlenergie In abzugebende Ront- 
genstrahlenenergie - nachteiliga Veranderung seiner 
Topographic mlt baldiger Zuerstdrung der Bremsschichl 
ertahrt. Andererselts mOBte die Belfchtungszett pro 
Rontgenaufnahme varlangert warden, wenn mil Ront- 
genstrahlen gerlngerer Leistung gearbeltet wOrde, was 
aberder Forderung nach kurzen Belichtungszeiten im 
Berelch von zehntel bis hundertste! Sekunden wider- 
sprache, um eine unnotig hohe Strahlenbelastung und 
um Unscharfen aulgrund der Objekt-Bewegung zu ver- 
melden. Je klelnerallerdlngs derthermlsche Brennfleck 
auf der Target-Anode ist, desto niedriger wird auch die 
elektrlsche Leistung, die von der kleinen Targets ache 
aufgenommen werden kann, eha sie zu schmelzan be- 
glnnt. Dieses Verharten wlderspricht also der Forderung 
nach htiherer Dlchte der auf das Target aufprallenden 
Elektronenstrahlen fur hdhere Leistung der Rontgen- 
strahlung. 

[0004] Aus der eingangs genannten US-PS 4 344 01 3 



(Ledlay) ist eine Mikrofocus-Rontgansinrichtung ba- 
kannt, die bereits mit elnem angeschmolzenen Target 
arbeitet. Bei dieser Einrichtung fallt der Elektronenstrahl 
auf ein schraggestelltes Target, so daB die erzeugle 
5 Rontgenstrahlung gleichfalls in einem Winkel vom Tar- 
get abgestrahtt wird. Bei dieser Einrichtung ist jedoch 
nlcht berQckstehtigt worden, daB schon vor dem voil- 
standigen Durchbrennen des Targets eine schnell fort- 
schreitende Kraterbildung dazu fOhrt, daB die optische 

10 Achse der abg est rah I ten Rontgan-Nutzstrahlung eine 
Abschattung von dem auf quel tenden Kraterrand ertahrt, 
der die Rontgenstrahlung weitgehend absorbiert. Es er- 
gibt sich ein diffuses Rontgenlicht, das nicht als von ei- 
ner punktfdrmlgen Quelle ausgehend angesehen wer- 

is den kann. Deshalb hat sich eine dorartige Einrichtung 
mit einer zum einfallenden Elektronenstrahl schragen 
Stellung des Targets nicht bewahrt. 
[0005] Aus der DE-OS, A, 33 07 01 9 (Scan ray) Ist eine 
Mikrofocus-R6ntgenelnrlchtung bekanrrt, bei der der 

20 Elektronenstrahl senkrecht auf das Target auffait. Als 
Nutzstrahlung wird die unter einem Winkel von 0 bis 10 
Grad abgehende Rontgenstrahlung verwandt. Es wird 
Jedoch mlt elnem festen Target gearbeitet. Ein Ab- 
schmelz-Transmissionstarget ist nicht vorgesehen und 

25 auch nicht angesprochen. 

[0006] Der Erfindung llegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, genau den Zeitpunkt zu erfassen, an dem der senk- 
recht einfallende Elektronenstrahl das Target durch- 
schmolzen hat und zu einer anderen Targetstalle ge- 

30 fonkt werden muB. 

[0007] Diese Aufgabe Ist nach der Erfindung dadurch 
geldst, daB die gattungsgemaGe Mikrofocus-Rontgen- 
elnrlchtung auch nach dem Kennzelchnungsteli des An- 
spruchs 1 ausgelegt ist. 

as [0008] In dem Unteranspruch wird eine Fortblldung 
der Erfindung beansprucht. 

[0009] In den Zeichnungen ist ein AusfOhrungsbei- 
spiel der Erfindung dargestellt. Es zelgen : 

40 Fig. 1 elnen schematJschen Langsschnittdurch ei- 
ne Mikrofocus-Rontgeneinrichtung, 

Fig. 2 elnen Schnilt durch das Target in vergrSBer- 
tem MaBstab, 

4S 

Fig. 3 das Target nach Figur 2 mit einer Messung 
des Targetstroms, 

Fig. 3A den Vertauf das Targatstroms in Abhangig- 
&> kert von der Bestrahlungsdauer, 

Fig. 4 ein Target mlt einem eingezeichneten 
Bremsvolumen und 

55 Fig. 4A eine Tragerechicrrt mit Tragermaterlai-Do- 
tierungen. 

[0010] Die Mikrofocus-Rontgeneinrichtung 1 bestaht 



40 Fig. 1 
Fig. 2 

45 

Fig. 3 
Fig.3A 

so 

Fig. 4 
«5 Fig. 4A 
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aus einem evakuierten Gehause 11,12 aus G\as oder 
nicht-ferromagnetJschem Metall. Die Rdhre 12 hat einen 
beliebigen, in dar Regal rundan Querschnitt. Durch eina 
ruckwfirtige StimMche 11 der Rohre 12 ragen eleklri- 
scha Speisedrahte 1 3 fflr eina haamadelformiga Katho- 
de 14 ins Innere dar Rohre 12 hlneln. Die erhltzto Ka- 
thode 14 wirkt aJs Elektronenquelle, aus deren Abstrah- 
lung mittels eines kappenformigan Grttars 15 ein 
schmaler divergierender Eteklronenstrahl 16 ausge- 
btandet wird. Dar Strahl 16 trrtt durch die zentrale &fl- 
nung einer Lochscheibenanode 1 7 hindurch und erfaJirt 
dabei eina BQndelung zu einem virtuellan Brennfleck 
18. Dar etch danach wieder aufweitende Strahl 16 
durchlautt die Querschnlttszone einer aufcerhalb der 
Rohre 12 angaordnelen Ablenkspula 19 und wird im 
magneilschen Spa ft 20 einer sich anschlleGenden Fo- 
kussierspule21 gebGndelt. DieFokussiarspule21 biidel 
als elektromagnitische Linse eln verkleinertes Bild des 
virtuellen Brennflecks 18 ate Brennfleck 22 auf einem 
Transmissionstargel 23 ab, das sich in der Austrittsoff- 
nung 24 der Rdhre 12 befindet. Die Fokusslerspule 21 
erzeugt einen extra mklainflachi gen Brennfleck 22 in der 
GrdGenordnung von typisch 0,5 ... 100 \im. Das Target 
23 bestaht aus einer dQnnen Bramsschicht 32 aus ei- 
nem Metall hoher Ordnungszahl im period ischen Sy- 
stem der Elemente, wie Woltram, Gold, Kupler oder Mo- 
lybdan, und einer schwach Ron t gens trahlen absorb ie- 
renden aber gut warmeleitenden Tragerschicht 33, vor- 
zugsweisa aus Aluminium oder Beryllium. Infolge der 
Bremswirkung des Targelmaterlals 16s en die -auftrefl en- 
den Elektronen des Strahls 16 die Ronlgenstrahlung 25 
aus. Ein Teil der Rontgenstrahlung 25 durchdringt das 
Target 23 mit der Strahlrichlung 28, die mit der Strahl- 
achse 10 das Eleklronanstrahls 16 Obereinstimmt und 
veriaftt die Rdhre 12 in Richtung auf eine Probe 26 als 
drvergierender Rdntgenstrahl 25. Aufgrund der geome- 
trischen StrahlengesetzmaBigkeit -wird die Strukturdar 
Probe 26, Insoweil sie IQr die Rontgenstrahlen 25 mehr 
odar minder und urch lass ig ist, entsprechend vergroBert 
als SchattenrlB auf einen in graoerem Abstand hlrrter 
der Probe 26 parallel zum Transmissionstarget 23 und 
somlt senkrecht zur Strahlrichlung 28 angeordneten 
Film In der Bildebene 29 projiziert. 
[0011] Eine Absauganlaga 37 zur Aufrechterhaltung 
des Vakuums In der Rohre 12 und zum Abzlehen von 
dampfformigan Malerialspuran der verbrennenden Ka- 
thode 14 bewtrkt zuglelch ein Relnhalten des Innen- 
raums der Rohre 12 von abgeschmolzenen M atari alpar- 
tikah aus dam Brennfieckloch 31 im Target 23. 
[0012] Die bason ders none Ausbeule an Rontgen- 
strahlen 25 ergibt sich aus dam extrem Weinflachig an- 
geregten Bremsvolumen 40 (Flgur 4) Im Transmissions- 
target 23. Die hone Leistungsdichte, also die hone fla- 
chenspezifische physikallsche Beanspruchung mitdem 
mlkrofokussierten Elektronenstrahl 16, fOhrt zum Eln- 
brennen eines Brennfieckloch as 31 in das Target 23, so 
daB s ten in Abgan gsrlchlun g 28 der R&mgenstrah Ian 25 
das verbleibende Targatmatarial und dam it dessen 



strahlenschwachenda Eig en absorption fortlaufend ver- 
rlngert Die Bremsschicht 32 wird durch den auftreflen- 
den Elektronenstrahl 16 gezielt abgeschmotzen, was 
hlnslchlllch ihres Aggregatzustandes eine dynamisch 
s sich veranda rnde Rontganstrahlungsquelie darstallt. 
[0013] Wenn das Bremsmalerlal als dOnne Schlcht 
32, etwa aus Wolfram, auf einer dagegen dicken Trfi- 
garschicht 33 aus gut warm e lei tend em Material, wie Be- 
ryllium oder Aluminium, gelagert 1st, dann ist es kaum 

10 vermeidbar aber auch unkrhisch, daB am Bod en des Lo- 
ch es 31 In der Bremsschicht 32 schlieOlich vom mikrotk- 
kussierten Elektronenstrahl 16 auch die in Strahlrich- 
tung 28 dahinterliegende Tragerschicht 33 angeschmol- 
zen wird. Dann allerdings muB die Best rah! ung des Tar- 
gets 23 an diaser Stella beendet warden, also in der An- 
wendung dieser Rontgenelnricrrtung 1 die Autnahme 
beendet sain; denn die Beaufschlagung der Trager- 
schicht 33 mit Elektronenstrahlen 16 tOhrt nur noch zu 
einer sehr wetehen Rontgenstrahlung 25 und damlt in 

20 der Bildebene 29 zu kaum verwertbaren drff usen Schat- 
tenbildem der zu durch leuchtenden Probe 26. 
[0014] FQr das nachste aufzunehmande Rontgen- 
schattenbild erfolgt wiederum die sehr kurzzeltige Be- 
strahlung des Transmissionstargets 23 mit einem mikro- 

25 fokussierten Elektronenstrahl 16, woffir wiederum die 
Kathode 14 nur kurzzeitig betrleben unoVoder der Strahl 
16 Qber eine verschwenkbare, in der Zeichnung nicht 
dargestelite, Blende nur kurzzeitig Ireigegeben oder der 
Strahl 16 Gbereine entsprechende Ansteuerung der Ab- 

30 lenkspule 19 kurzzeitig aus einer funktionslosen Warte- 
rlchtung in die Gerate- undWirkachse lOderStrahlrich- 
tung 28 varschwenkt wird. Allerdings darf bairn Trans- 
missionstarget 23 nicht wieder eine Stella bestrah It wer- 
den, an der zuvor schon ein Loch 31 ehgebrannt wor- 
den ist, well sonst alsbald oder sogar unmlttelbar die 
Tragerschicht 33 anstatt der Bremsschnicht 32 aus 
Brems material angeschmolzen warden wflrde. Deshalb 
ist eine Versatzsteuerung 34 vorgesehen, die durch die 
vorbeschriebene Strahlablankung mittels der Ablenk- 

4> spula 19 aus der GerSteachse 10 heraus uncVbder 
durch Veriagerung des Targets 23 relativzur Gerateach- 
se 10 dafOr sorgt, daB nur entlang eines maand risen 
oder spiral bog enfdrmig vertaufenden Weges aufeinan- 
derfolgende Brennflecke 22 hervorgerufen warden. Da- 

45 durch 1st slchergesteilt, daO nur unverbrauchte Bereiche 
des Targets 23 nacheinander beansprucht warden und 
so eine Zerstdrung der Tragerschicht 33 mit Auslosen 
nur wenig nQtzlicher da zu energiearmer Rontgenstrah- 
lung vermieden wird. Das Target 23 wird also durch die 

so senkrechte Beaufschlagung mit Elektronen Im Durch- 
lichtbetrieb so belastet, bis eina Aggregatumwandlung 
in die schmelzflOssige Phase efnsetzt. 
[0015] Zur Veranschaulichung dar Veriagerung des 
Targets 23 relatrv zur Rohre 12 bzw. Ihrer Achse 10 Ist 

£5 in der Zeichnung ein Posit ion iermotor 35 In die Rohre 
hineinverlegt, zeichnerisch dargastellt. Stattdassen 
kann das Target 23 samt Position iermotor 36 grundsfitz- 
Iteh auch sti msertig vor der Austrittsoffnung 24 der Ron- 
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re 1 2 vakuumdicht gehaltert sain; oder von einer exter- 
nen Anordnung des Posttloniermotors 35 her greift 
durch die Wandung hindurch ein Gestange an einer 
Dreh- oder Schlebehatterung 36 fur das Target Im Inne- 
ren der Rohre 12 an. 

[001 6] Wie vorstehend dargelegt worden 1st, muB die 
Verlager ung des Targets 23 Immer dann ertolgen, wenn 
der Eleklronenstrahl 16 das Mikro-Loch 31 so tief in die 
Bremsschicht 32 eingebrannt hat, daft es die Trfiger- 
echichl 33 erreicht. 

[001 7] Ein elnf aches Verfahren zur Beslimmung die- 
ses Zeitpunktes best eh t darin, nach einer hinsichtlich 
der Leislung abschatzbaren oder leichler noch emph 
risen bestimmbaren kurzen Bestrahlungszett in der Gro- 
Benordnung von Milii- oder Mikrosekundan die Brenn- 
fleckerzeugung auf dem Target 23 zu beenden, wofOr 
der Elektronenstrahl, wie vorstehend bereits beschrie- 
ben, abgeschaltet, abgeblendet Oder aus dem Target- 
bereich herausgeschwenkt werden kann. Dieses Ver- 
fahren nimmt jedoch keine RQcksicht auf den individu- 
ellen Zustand des Mikro.Lochs 31 . Es kann also durch- 
aus sein, daG bei diesem Verfahren die Tragerschicht 
33 bereits bestrahlt wird oder da 3 andererseits der Mi- 
kro-Loch 31 noch nicht die Grenze zwischen Brems- 
schicht 32 und Tragerschicht 33 erreicht hat 
[0018] Ein weserrtlich genaueres Verfahren zur Be- 
stimmung des Zeitpunktes t^, an dem die Bremsschicht 
32 durchgeschmolzen 1st und die E lektronen auf die Tra> 
gerschicht 33 auftreffen, tst die in Figur 3 wiedergege- 
bene Messung des Targetstromes I. Wird, wie In Figur 
3 dargestellt 1st, der Targetstrom I als Funktion der Be- 
strahlungszeit t gemessen, dann hat dieserden in Figur 
3A dargestellten Verlaut. Im Zeitpunkt tg erfolgt eine 
sprunghafte Erhohung des Targetstromes. Der Zeit- 
punkt 1st derjenlge Zeitpunkt, an dem der Elektronen- 
strahl die Bremsschicht 32 durchstoBen hat und das Mi- 
kro-Loch 31 bis auf die Tragerschicht 33 reicht. Durch 
Messung des Targetstroms I kann also sehr lelcht durch 
die Steuerung ein Befehl fQr die Umlenkung des Elek- 
tronenstrahls 16gewonnen werden. Hierbei werden au- 
tomatisch samtJiche lokalen Besonderheiten von 
Bremsschicht 32 und Tragerschicht 33 berOcksichtigt. 
[0019] Dringt ein In einem Hochspannungsfeld be- 
schleunigtes Eleklron in die Oberflachs von Materie ein, 
so erfdhrt es in Wechselwlrkung mtt der Materie eine 
Folge eiastischer St63e, bei denen es jeweils einen Teil 
seiner kinetischen Energle verliert, die slch in Strahlung 
umwandelt. Ein Teil dieser Strahlung besteht aus Ront- 
genstrahlung. Wahrend der Folge der elastischen Sto- 
Be durchlfiuft das Eleklron innertialb des Targetmaterl- 
als ein Bremsvofumen 40 (Figur 4), dessen Ausdeh- 
nung In erster Llnie durch die Ordnungszahl Z des Tar- 
getmate rials, die En erg is E 0 der E lektronen und durch 
den Elektronenstrahldurchmesser d bestimmt 1st. 
[0020] Die Rdntgenstrahlung entsteht InnerhaGb des 
bsschriebenen Bremsvolumens 40. Die Ausdehnung 
der Strahtenquelle 1st somit bestimmt durch die GroGe 
des Bremsvolumens 40. Selbstdann, wenn sin gegen 



"Null" gehender Elektronenstrahldurchmesser d ange- 
nommen wird, bleibt Infolge der Ausbreitung der Elek- 
tronen ein endliches Bremsvolumen 40 bestehen. Somit 
kann eine, im wesentlichen durch und Z bestimmte 
5 minirnate StrahlenqueilengroBe grundsatzlich nicht un- 
terschritten werden. 

[0021] Soil nun eine weitere VerWeinerung der Strah- 
lenquelle erreicht werden, so mflssen in das Tragerma- 
terlal Targetmaterial-Dotlerungen 41 (Figur 4A) elnge- 
10 bracht werden deren Volumina jeweils deutlich Weinar 
sind als das vorbeschriebene Bremsvolumen 40 der 
Eleklron en in einem zusammenhangenden Targetma- 
terial. 

[0022] Die nutzbare Rdntgenstrahlung entsteht nur 
is mTai^etmaterialhoherOrdnungszahl. Die aus den Tar- 
getmaterial-Dotierungen 41 In das TrSgermaterlal gerin- 
ger Ordnungszahl eingedrungenen Elektronen tragan 
nicht zur nutzbaren Rorrtgenstrahlung bei, wie auch die 
neben den Dotierungen 41 direkt In das TrfigermaterieJ 
20 eindringenden Elektronen nicht wesentlich zur nutzba- 
ren Strahlung beltragen. 

[0023] Da in den kleinen Dotierungsvolumina gemafc 
Figur 4A bei gleicher Elektronenstrahldichte somit we- 
nigar Rontg en photon en pro Zeit entstehen als in dem 

2S groBeren Bremsvolumina 40 in einer Bremsschicht 32 
(Figur 2), muG die Elektronenstrahldichte (Strom) er- 
hdht werden. Das fuhrt zwar zum schnelleren Ab- 
schmelzen der Targetnraterial-Dotierungen 41 und de- 
ren Tragermaterialumgebung, jedoch kann auch die 

£0 wfihrend des Schmelzvorganges entstehende Rdnt- 
genstrahlung genulzt werden. Fur die n&chsle Rontgen- 
aufnahme wird der Elektronenstrahl 16 in bekannter 
Weise auf eine noch unbenutzte Dotlerungsstelte 41 ge- 
lenkt, usw.. Die Dotierungen 41 konnenzum Beispiel in 

35 einem definlerten Raster angeordnet sein. 

Bezugszeichenliste 
[0024] 
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28 Strahlrichtung dar Rontgenstrahlen 

29 Bildebene 

31 Mikroloch 

32 Bremsschlcht 

33 Tragerschicht 

34 Versatzsteuerung 

35 Positlonlermotor 

36 Dreh- oder schiebahalterung 

37 Absauganlago 

40 Bremsvolumen 

41 Dotierungen 



Patentansprtiche 

1. Mikrofokus-RcVrtgeneinrfchtung, wobei ein fokus- 
sierter Elektronenstrahl zur Erzeugung dar Ront- 
genstrahlung eenkrecht aul e!n Brems material ei- 
nes Targets (23) auftrifft, Im Brennfleck (22) das 
Brems mate rial durch die hohe therm ische Bean- 
spruchung mlndestens In den MGssigen Aggregat- 
zustand Qbergeht und die Lage des Brennflecks 
(22) auf dem Target (23) mlt Jeder Beaufschlagung 
gegenQberder vorherigan Lage verse tzt ist, wobei 
das Bremsmaterial in einer Bremsschicht (32) auf 
elner Tragerschicht (33)angeordnet ist, die Brems- 
schicht (32) auf dar zum Elektronenstrahl (16) hin 
orlentierten Selte dor Tragerschicht (33) angeond- 
net ist und eine Steuerung (34) vorgesehen ist, wak 
che den Elektronenstrahl (16) spatestens belm An- 
schmelzen der Tragerschicht (33) abbricht, da- 
durch gekennzeichnst, daB die Steuerung (34) ein 
Targetstrommessgerat ist, das den Zeltpunkt (y, 
an dem der Elektronenstrahl (16) die Tragerschicht 
(33) anschmitzt, durch Messung des Targetstroms 
(I) ermittelt. 

2. Rdntgenelnrlchtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kannzeichnet, daB das Bremsmaterial in Form von 
Dotierungen (41 ) In der Tragerschicht (33) angeord- 
net ist. 



commando (34) qui coupe la fatsceau electronique 
(16) au plus tard au d6bui de la fusion de la couche 
support (33) etantpreVue, caractd rise par la fait que 
la commande (34) est un appareil de mesure du 
courant da cible qui determine par mesure du cou- 
rant de cible (I) I'instant (tj ou le faisceau electro- 
nique (1 6) commence a faire f ondre la couche sup- 
port (33). 

2. Dtspositrf radiologique salon la rsvendication 1 , ca- 
racterlse par le fait que la matiere de freinage esl 
ptacae sous forme de dopages (41) dans la couche 
support (33). 



Claims 

1 . Microfocus X-ray device, wherein a focussed elec- 
tron beam for generation of the X-ray radiation is 
incident perpend icularty on a retarding material of 
a target (23), the retarding material Is converted at 
the focal point (22) at least into the liquid state of 
aggregation by the high thermal loading and the po- 
sition of focal point (22) on the target (23) is dis- 
placed with each loading relative to the previous po- 
sition, wherein the retarding material Is arranged In 
a retarding layer (32) on a carrier layer (33), the re- 
tarding layer (32) is arranged at the side of the car- 
rier layer (33) oriented towards the electron beam 
(16), and a control (34) is provided which Interrupts 
the electron beam (16) at the latest or melting erf the 
carrier layer (33), characterised in that the control 
(34) Is a target current measuring apparatus, which 
ascertains the instant (tg), at which the electron 
beam (16) begins to melt the carrier layer (33), by 
measurement of the target current (I). 

2. X-ray device according to claim 1 , characterised In 
that the retarding material is arranged in the form of 
doplngs (41) In the carrier layer (33). 
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Rovendications 

45 

1 . Disposrtif radiologique a microfoyer, dans lequel un 
falsceau electronique localise pour la production 
des rayons X torn be sous incidence norm ale sur 
una matiere de freinage cfune cible (23), dans la 
tache focaJe (22), la matiere de freinage, par la hau- so 
te charge thermique, passe au moins a I'dtat liquids, 
et la position de la tache locale (22) sur la cible (23) 
est, a chaque solicitation, changes par rapport a la 
position precectente, la matiere de freinage 6tant 
placee dans une couche de freinage (32) sur une 
couche support (33), la couche de freinage (32) 
etant placee sur la face de la couche support (33) 
oriented vers le fatsceau electronique (16), et une 



EP 0 815 582 B1 




6 



EP0 815 5S2 B1 




Fig. 3 A 
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